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MeBkopf 



Mefikopf 



Die Erfindung bezieht sich auf einen Mefikopf zur Messung der Fluoreszenz und 
vorzugsweise der Transmission von Lichtstrahlen, mit einem Tragergehause, mit einer 
Lichtquelle fur die Emission von Licht, vorzugsweise Blitzlicht, einer Mefistation mit einer 
Aufnahmevorrichtung fur mindestens einen Probebehalter, insbesondere fur die Aufnahme 
von Mikrotiterplatten, sowie einer Auswertstation mit einem Detektor, vorzugsweise einer 
Elektronenrohre mit Photokathode, fur die Auswertung der von der Probe abgegebenen 
Emissionssignale. 

Aus dem Gebrauchsmuster AT 001406 U1 ist ein Fluorometer bekannt, der zwei 
gegenuberliegende Melikopfe aufweist. Es ist ein Schwenkbalken vorgesehen, der 
AnschtQsse for Lichtleitungen aufweist, die zu den beiden MefikOpfen fuhren. Dabei sind die 
Anschlusse jeweils eines Mefikopfes wahlweise in Obereinstimmung mit einer Lichtquelle 
und einem Detektor bringbar. 

Aufgabe der Erfindung ist es, bei einem Mefikopf der eingangs genannten Art die 
Nachweisgrenze zu verbessem und vor allem die Flexibility des Gerates zu erhohen, so 
daS dieses bei moglichst vielen Anwendungsgebieten eingesetzt werden kann. 

Die erfindungsgemafie Aufgabe wird dadurch gelost, dafi in dem Tragergehause ein 
zwischen mindestens zwei ArbeitssteMungen verfahrbarer Strahlteilerschlitten angeordnet ist, 
in dem mindestens zwei, vorzugsweise mehrere Strahlteilerelemente mit unterschiedlichen 
Strahlteilern fur verschiedene Anregungswellenlangen lagern. 

Damit der Kunde den Mefikopf an besondere Anwendungsfalle abstimmen kann, ist in 
einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung vorgesehen, daB mindestens eines 
der Strahlteilerelemente austauschbar im Strahlteilerschlitten gelagert ist. 

Nachfolgend wird ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung anhand der Figuren der 
beiliegenden Zeichnungen eingehend beschrieben. 

Die Fig. 1 zeigt ein schematisch gehaltenes Schaubild des Mefikopfes von unten gesehen, 
die Fig. 2 zeigt einen Vertikalschnitt durch den Mefikopf, 




die Fig. 3 zeigt eine Seitenansicht der gesamten MeBeinrichtung, 

die Fig. 4 zeigt ein Schaubild eines Strahlteilerschlittens und eines austauschbaren 
Strahlteilerelementes und 

die Fig. 5 zeigt Schaubilder der Interferenz- bzw. Polfilterschlitten. 

Der erfindungsgemaBe MeBkopf weist ein Tragergehause 1 auf t in dem oder an dem alle 
der Optik zugehorenden Teile des MeBkopfes angeordnet sind. 

Unterhalb des Tragergehauses 1 ist ein Plattentransporter angeordnet, der einen 
Probebehalter in der Form einer Mikrotiterplatte tragt, die GefaBe 2 (Wells) fOr die jeweils zu 
untersuchenden Proben 9 aufweist. 

Im Tragergehause 1 lagert eine Lampe 3 fur die Emission von Blitzlicht, das innerhalb eines 
Strahlenganges 4 einem Strahlteilerelement 5 zugefuhrt wird. 

Ein geringer Teil des von der Lampe 3 abgegebenen Lichtes wird vom Strahlteilerelement 5 
durchgelassen und trifft auf eine Referenzdiode 7, wodurch eine Blitzreferenzmessung 
moglich ist. 

Der GroBteil des von der Lampe 3 abgegebenen Lichtes wird abgelenkt und tritt in einen 
Strahlengang 8 ein, der oberhalb der Probe 9, die sich im GefaB 2 des Probenbehalters 
befindet, endet. 

Im Strahlengang 8 ist ein Fluoreszenzkondensor 10 vorgesehen. Die 
Abbildungseigenschaften des Fluoreszenzkondensors 10 ermoglichen eine hohe 
Verkleinerung des Lichtpunktes. Somit besteht die Moglichkeit, Mikrotiterplatten mit GefaBen 
2 (Well's) verschiedener GroBe zu messen. 

Die hohe Apertur des Fluoreszenzkondensors 10 und der geringe Abstand zur Probe 9 
ermoglichen die Aufnahme von viel Fluoreszenzlicht und somit die Verbesserung der 
Nachweisgrenze. 
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Aufgrund der vom Anregungslicht verschiedenen Wellenlange gelangt das Emissionslicht 
ohne Ablenkung von der Probe 9 in den Detektor 13, der von einer Elektronenrohre mit 
Photokathode gebildet wird. 

In beiden Strahlengangen sind Filterschlitten 14 mit verschiedenen Interferenzfiltern 
und/oder Polfiltern 1 1 vorgesehen. Die Filter 1 1 werden je nach gewiinschter Wellenlange in 
die Betriebsposition gefahren. Beim Vorgang der Polarisationsmessung wird die 
Umschaltung zwischen paraileler und gekreuzter Ausrichtung durch eine gewahlte 
Verschiebung der Filterschlitten 14 realisiert. 

Der Strahlteilerschlitten 6 ist im Tragergehause 1 verfahrbar, vorzugsweise verschiebbar 
gelagert. Mittels des Strahlteilerschlittens 6 konnen verschiedene Strahlteiler 5 in die 
Arbeitsposition, d.h. an den Kreuzungspunkt der Strahlengange 4, 8 gebracht werden, 
wodurch mit einem Gerat mehrere Untersuchungen durchgefuhrt werden konnen. 

Da im Strahlteilerschlitten 6 mindestens ein austauschbares Strahlteilerelement 16 lagert, 
kann der erfindungsgemafie Me&kopf mit verschiedenen Strahlteilern 5 verschiedenen 
Kundenwunschen individuell angepaSt werden. 

Die Empfindlichkeit des erfindungsgema&en MeBkopfes ist durch eine automatische 
HOhenverstellung des Plattentransporters optimierbar. 

Der Fokuspunkt sollte bei Messungen in Flussigkeiten gerade unter der 
Flussigkeitsoberflache liegen, um den Einfluli der Eigenfluoreszenz des Plattenbodens auf 
das MeBergebnis zu minimieren. 

Die Messung von Zellen am Plattenboden wird durch eine automatische Hohenverstellung 
des Plattentransports bewerkstelligt Die Messung erfolgt jedoch nur von oben. 

Die Transmissionsmessung erfolgt durch einen unterhalb der Probe befindlichen Detektor. 
Dieser Detektor dient nur der Transmissionsmessung. 




Schutzanspriiche 



1. MeBkopf zur Messung der Fluoreszenz und vorzugsweise der Transmission von 
Lichtstrahlen, mit einem Tragergehause, mit einer Lichtquelle fur die Emission von Licht, 
vorzugsweise Blitzlicht, einer Mefistation mit einer Aufnahmevorrichtung fur mindestens 
einen Probebehalter, insbesondere fur die Aufnahme von Mikrotiterplatten, sowie einer 
Auswertstation mit einem Detektor, vorzugsweise einer Elektronenrohre mit 
Photokathode, fur die Auswertung der von der Probe abgegebenen Emissionssignale, 
dadurch gekennzeichnet, daB in dem Tragergehause (1) ein zwischen mindestens zwei 
Arbeitsstellungen verfahrbarer Strahlteilerschlitten (6) angeordnet ist, in dem mindestens 
zwei, vorzugsweise mehrere Strahlteilerelemente (16) mit unterschiedlichen Strahlteilern 
(5) fur verschiedene Anregungswellenlangen iagern. 

2. MeBkopf nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. daB mindestens eines der 
Strahlteilerelemente (16) austauschbar im Strahlteilerschlitten (6) gelagert ist. 

3. MeBkopf nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB das austauschbare 
Strahlteilerelement (5) an einem Ende des StrahlteilerschlHtens (6) gelagert ist. 

4. MeBkopf nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Tragergehause (1) zwei einander kreuzende Strahlengange (4, 8) aufweist, wobei im 
Kreuzungspunkt der Strahlengange (4, 8) ein Strahlteilerelement (16) mit einem 
Strahlteiler (5) angeordnet ist. 

5. MeBkopf nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB im 
Strahlengang (8), der von der Probe (9) zu dem vorzugsweise als Photomultiplikator 
ausgefiihrten Detektor (13) fuhrt, mindestens ein Fluoreszenzkondensor (10) angeordnet 
ist, der sich zwischen der Probe (9) und dem wirksamen Strahlenteiler (5) des 
Strahlteilereiementes (16) befindet. 

6. MeBkopf nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB im 
Strahlengang (8), der von der Probe (9) zum Detektor (13), vorzugsweise der 
Elektronenrohre mit Photoelektrode, fuhrt, ein Interferenzfilter und/oder ein Polfilter (11) 
angeordnet ist. 



7. MeGkopf nach einem der Ansprtiche 4 bis 6 t dadurch gekennzeichnet, daG in beiden 
Strahfengangen (4, 8) fnterferenzfilter und/oder Polfilter (1 1) angeordnet sind. 

8. MeGkopf nach einem der Ansprtiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dafi der 
Lichtquelle (3) gegenuberliegend eine Referenzdiode (7) angeordnet ist. 

9. MeGkopf nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB die Referenzdiode (7) von einer 
Diodenplatine gebildet wird. 

10. MeGkopf nach einem der Ansprtiche 1 bis 9, gekennzeichnet durch einen 
hdhenverstellbaren Plattentransporter fur die Probebehalter, dessen Abstand zum 
feststehenden Detektor (13) einstellbar ist. 

1 1. MeGkopf nach Anspruch 6 Oder 7, dadurch gekennzeichnet, daG in mindestens einem 
der Strahlengange (4, 8) ein Filterschlitten (14) angeordnet ist, in dem sich mehrere 
Interferenzfilter und/oder Polfilter (11) mit unterschiedlichen Filtereigenschaften befinden. 

12. MeGkopf nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daG in dem mindestens einem 
Filterschlitten (14) mindestens ein Interferenzfilter und/oder ein Polfilter (11) austauschbar 
angeordnet ist 
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Fig. 2 



• • • • • • 

• • 





BNSDOCID: <DE 2991B300U1 I > 




BNSDOCID: <DE * 29918300U1 I > 



Fig. 4 




BNSDOCID: <DE 2991B300U1 I > 




BNSDOCID: <DE 2S919300U1 I > 



